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吸收率从最低氧压处的极大值 (> 0
.

0 1)
,

随着氧压单调地降到最高 氧 压 处

的极小值0
.

0 0 0 01 4 (0
.

0 01 4 %或百万分之十四) 对于每一氧压值
,

镀不镀复盖层的试件
,

吸

收率几乎是相等的
。

注意
,

很小的氧压区域 (不到一个数量级)
,

却对应了很大范围的吸收

率值 (超过 3 个数量级)
。

.

相应的损伤闽值用圆圈表示
,

其数字标注在右标尺
。

作为氧压的函数
,

损伤数据有一个

明显向上的趋势
。

一般说
,

较高的吸收导致夏列氏的损伤的值
‘

另一方面
,

在高于 1 x l o 一 ‘托

的氧压
,

有复盖层的反射膜的损伤阂值
,

全都在平均值 1 4
.

4焦耳 /厘米
’

的标准偏离以内
.

与

此相似
,

在 1 0 一 ‘

托 以上的氧压
,

对于未镀复盖层 的反射膜
,

除去图 5 中最末一点 而外
,

损伤

阂值在 8 一 9 焦耳 /厘米
2

之间波动
。

因此
,

无疑地可 以得 出的最强有力的结论是
;

当吸收率

大于l于
‘

时乡 损伤闽值随之下降
、

四
、

,

结 论
.

这顶
一

研究 的主要给论是
:

( l) 对于一系列其他条件都相同的高反射膜试件
,

·

由于试件之何秘镀腆操作之伺有在

着差异
,

损
;

伤闭值测量的标准不裔离
,

大约是平均
·

随值的 3 。%
,

( 2 ) 叼2 5 沁
。

复盖层
,

一

使尸系
一

列高反射膜的平均损伤阂值提高 5 0%
。

‘

( 3 ) 既不是外部膜层 (T心
2

或5 10
2

)
一

中的平均电场
,

也不是其间的修值电场
‘

娜损伤
闭值相关联

、

第神个T心
2

/s 10
2

界面的电场
,

是与损
一

份闽值相关的唯一的 电场参量
, ,

( 4 ) 损伤卿值随Ti o Z
膜吸收的减小

.

而增大
。

不过
,

实验给果指出
,

其它因老
一

也
.

;起了

作用
。

( 5 ) 高吸收试件的损伤形态表明
气

,

在损伤机理中
,

,

体吸收起了作用
。

对于 低 吸收 试

件
,

损伤部位的分离特性表明
,

体吸收不是主要因索
。

参 考 文 献 (略)

节译 自N酩 S p e e ia l p u b lie a tio n 5 6 8 , p
.

3 7 7
.

翰
;

旭
一

译 杨娜 校

低 能 量
_

激 光 测 量 服
一

务

美国国家标准局现已宣布开展近红外 (1
.

06 微米)
、

低水平激光能量及功率的测量服务

工作
。

该局将检测脉宽 10 至20 毫微秒
、

峰值功率 1 0一
,

至 1 0 一 ‘

瓦
、

能量为 1于 王‘至1于 1 立
焦耳的

激光
。

预料军用激光测距机与接收机的生产者会对此项工作感兴趣
,

因此
,

将在国{家标准局搬

准涛询组开展校准业务之前提供此项服务
.
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